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前 言

    本系列标准等同采用国际电工委员会IEC 835系列标准《数字微波传输系统中所用设备的测量方

法》。各标准的IEC前言统一采用1994年出版的IEC 835的前言。同时，为了符合我国行业标准的要求，

在编写本系列标准时删去了原文本中有关国际标准草案(DIS)文件和投票结果报告的内容。

    本系列标准的制定，将使数字微波传输系统中所用设备的测量方法规范化，有利于对这类传输系统

所用设备进行质量监督，也有利于这类设备的研制、生产、维护和通信网的正常运行。

    YD/T 828在《数字微波传输系统中所用设备的测量方法》总标题下，包括以下三个部分，每个部分

又包括若干节。

    第1部分:地面无线接力系统和卫星通信地球站通用的测量;

    第2部分:地面无线接力系统的测量;

    第3部分:卫星通信地球站的测量。

    各标准的附录A都是提示的附录。

    鉴于本系列标准篇幅较大，涉及数字微波传输系统中所用的各种类型设备的测量方法，因此每一节

都作为本系列标准中独立的标准出版。

    本标准由邮电部电信科学研究规划院提出并归口。

    本标准起草单位:邮电部第四研究所。

    本标准主要起草人:李指行、邵红威、彭玉琴。
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IEC前言

1) IEC(国际电工委员会)是一个世界范围的标准化组织，它由所有的国家电工委员会(IEC国家委员

  会)组成。IEC的目标是促进在电气和电子领域有关标准化方面所有问题的国际合作。为此，IEC开

  展了许多活动，此外，还出版国际标准。这些标准的准备工作由各技术委员会负责。任何对所处理的

  课题感兴趣的国家委员会都可以参加此准备工作。与IEC有联系的国际组织、政府组织和非政府组

  织也可以参加此准备工作。根据IEC和ISO(国际标准化组织)间的协议所规定的条款> IEC将与

  150 紧密合作。

2)技术委员会代表了对所处理的课题特别感兴趣的所有国家委员会。由各技术委员会准备的IEC关于

  各技术问题的正式决议或协议，尽可能准确地表达出国际上的一致意见。

3)这些正式决议或协议以标准、技术报告或导则的形式发表，以建议的形式供国际上应用，并且在该意

  义上被各个国家委员会接受。

4)为了促进国际上的统一，IEC的各国家委员会同意在它们的国家和地区性标准中尽量直接采用IEC

  国际标准。相应的国家或地区性标准与IEC标准之间若有差别，应该明确指出。
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引 言

    天线是无线接力系统的关键部件之一。对无线接力系统而言，一般在无线链路的发射端和接收端都

使用高方向性天线，即高增益天线，来获得满意的衰落储备。

    一般高方向性天线同时也具有较窄射束宽度的主瓣，这为防止反射射线提供了一种有用的措施。这

些反射射线可能会引起多径衰落。

    在无线接力系统的节点外，为了在采用频率再用技术并且视距路径间夹角较小的无线链路之间提

供足够的去祸.常要求偏离主瓣方向上的旁瓣下降很快。

    此外，尤其对数字无线接力系统而言，为了在相邻的正交极化波道(其中信号颇谱有相当大的重叠)

之间以及在两个正交极化同频波道(即使用同一标称载频)之间提供足够的去祸，夭线的交叉极化鉴别
率要 高。

    如果被测夭线在无线链路上正常工作时装有天线罩，则所有的测量都必须在装有天线罩的情况下

进行 。
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第2部分:地面无线接力系统的测量
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YD/T 828. 22一1996

Iat IEC 835-2-2:1994

范围

    本标准给出工作在1 GHz以上频率上的地面无线接力系统所用天线的电气特性的测量方法。

    所给出的测量方法既适用于视距无线接力系统，也适用于采用线极化的对流层散射无线接力系统。

本标准不研究无源中继器或潜望镜天线的测量方法，也不涉及天线不能单独测量的那些系统。

2 引用标准

    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

IEC 50

YD/T

国际电工词汇(IEV )

828.12-1996 数字微波无线传输系统中所用设备的测量方法 第1部分:地面无线接力

系统和卫星通信地球站通用的测量 第2节:基本特性

定义

    本标准采用下列定义。

    如果一个术语在本标准中没有定义，则假定其定义与国际电工词汇(IE V)中所给出的定义相同。如

有矛盾，则优先采用此处所给出的定义。

    注:对于给出测量方法的各项特性，其定义在相应的测量方法条文中给出。

3.1 天 线

    天线定义为使传输线与自由空间相藕合的器件，供发射和接收电磁波用。它包括影响天线辐射特性

的所有部件，例如一次馈源，它包括极化和/或频率滤波器、反射器等。它不包括相连的传输线以及测试

用的天线终端的发射机/接收机一侧的其它电气元件。必须指定天线的终端，天线也可能包括天线罩。

3.2 天线组件

    这里所用的天线组件包括天线和将其固定到支撑结构上去的装置，它也可能包括调整夭线方向的

装置(当规定要有该装置时)。

3.3 天线系统

    天线系统包括天线组件、传输线以及在所希望的方向上辐射电磁能量所需的部件(如果该部件没有

包含在天线中)。

3.4 天线罩

    天线罩是天线和/或其馈源的绝缘材料防护罩，天线罩也可用来降低风负荷的影响。

I5 轴 向

中华人民共和国邮电部1996一03一12批准 1996一03一12实施
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    轴向是指产生最大天线增益，从而实现最大功率转移的方向。

I6 天线极化

    天线极化是指夭线在轴向上辐射的电磁波的远场区内的电场矢量的极化。

    无线链路只采用线极化，而且最常用的是垂直或水平线极化。

3.了 极化倾角

    线极化波的极化倾角定义为在与传播方向垂直的平面内，电场矢量和标称极化矢量之间的夹角。

I8 标称极化

    夭线的标称极化是天线的原定极化。如果两个夭线的标称极化是相同的，则称这两个天线为标称同

极化夭线 。

3.9 交叉极化

    交叉极化定义为与标称极化正交的那个极化，正如3.8所定义的那样。如果两个天线的标称极化是

正交的，则称这两个天线为标称交叉极化天线。
3.10 单极化天线

    单极化天线是指只辐射和/或接收一个极化平面的天线。单极化天线一般只有一个端口与相关的传

输线相连。

3.11 双极化天线

    双极化天线是指辐射和/或接收两个极化平面的天线。这两个极化平面要相互正交。双极化天线一

般有两个端口。这两个端口可以在天线上，或者，如果天线传输线可以供两个正交传输模用，则这两个端

口也可以在夭线传输线的发射机/接收机端上。

3.12 多频带天线

    多频带天线是指在两个或两个以上的频带内同时辐射和/或接收的天线。这种天线也可能是一个双

极化天线，而且在两个或两个以上频带内同时以正交极化方式工作。

3.13 天线(在给定方向上)的有效面积(Ae )

    天线在给定方向上的有效面积是指传送到天线终端的匹配负荷上的功率(P,)与人射到天线上且极

化匹配的平面波中每单位面积的功率(S)之比，即

3-1

3.14 天线口面效率

    天线口面效率是天线的最大有效面积和夭线在与最大辐射方向相垂直的平面上的投影面积之比。

最大有效面积与4.2.1中所定义的最大增益有关。

3.15 增益基准天线

    增益基准天线是一个可精密复制的具有规定结构的天线，其增益可由计算来确定，必要时还可由测

量来验证，因此它完全可以用作天线增益测量的转换标准。

测量方法

4.1 测试场的考虑因素

    决定天线远场性能的“理想”测试场应该提供一个均匀幅度和相位的平面波，该平面波可完全照射

被测天线的开口。

    “理想”测试场的标准通道就是通常所说的“自由空间测试场”。这种测试场通常很长，例如，适合于

测量典型的无线链路天线的测试场要数百米长。因此，自由空间测试场通常建在室外。

    推荐的最小测试场长度或远场距离通常为2D'越，其中D为被测天线或源天线的开口最大尺寸，而
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A为波长。

    如果源天线中心到被测天线中心与源天线中心到被测天线开口面上任一点之间的最大路径长度差

为A/16，则最大误差可以忽略。

    在某些情况下，如果达不到上述最小远场距离，则可能需要加一个增益修正因子。

    在其他一些情况下，例如，对于开口面边缘照射电平下降很快的天线，可能允许最小距离更短一些，

如DV礼

    在自由空间测试场中，总是设法抑制从四周反射回的信号影响。在高架测试场的情况下，这些反射

信号包括来自测试场表面本身即地面的反射，来自源夭线和被测天线的支撑塔或建筑物的反射以及来

自附近其他反射物的反射。如果要准确地测量被测天线的背向辐射图，和无线链路天线的情况一样，来

自被测天线背面各处的反射也可以忽略，或者应通过计算进行修正。

    与远场测量有关的测试场的设计及其定位要求方面的更详细的内容可参阅附录A的[1].

    还应提一下另外一种测试场，它可以设置在一个电波暗室中。这就是“小型测试场”，在其最基本的

形式中，使用了一个大型偏射抛物面反射器，其尺寸至少比被测天线的尺寸大三倍。

    将源天线装在偏射抛物面反射器的焦点处，然后在离源天线很短的距离处可得到一个平面波。然

而，这种技术还存在一些不足之处，必须加以考虑。例如，由曲面状的反射器引起的入射波的去极化，会

造成在被测天线轴向以外进行交叉极化测量时产生误差，在被测天线反射器和源天线反射器之间会出

现反射器相互影响等问题。

4.2 天线增益

4-2.1 定义和一般考虑

    匹配良好的发射天线的增益是指在天线的一个给定方向上，在远场区产生的功率密度与在同一距

离处由各向同性天线产生的功率密度之比。输送到该各向同性天线的功率与被测天线相同，它们都来自

同一个源 。

    对接收天线而言，最大增益的定义可根据有效面积(A,)的定义由下式得到:

4xA,Az .···，.········.··········⋯ ⋯ (4-1)

式中:A— 波长。

    当同一天线在同一频率上并且以相同的终端用于发射和接收时，如果天线是互易的，则上面所定义

的增益对于发射和接收应该是相同的。

    除非另有规定，增益将定义为最大增益，即最大增益方向上的增益，也就是轴向上的增益。

    本标准给出测量增益的两种方法:

    a)与一个增益基准天线作比较来测量天线增益的方法;

    b)增益直接测量法，方法如下:

        先测量发射出的信号功率、接收到的信号功率，计算出测试场路径损耗的值以及源天线或发射

        天线的增益，然后再计算出被测天线的增益。

4.2.2 与一个增益基准天线作比较来测量增益的方法

    4.2-2.1到4.2. 2.5的各条文给出接收天线增益的测量方法。在测量发射天线增益的情况下，如果

天线是非互易的，则应该将发射源和接收电子设备互换。

4-2-2.1 一般考虑

    与一个增益基准天线作比较来测量增益的方法，是将基准增益天线接收到的信号电平与被测天线

从同一个远方辐射源接收到的信号电平进行比较。

    基准天线的增益应该已知，并且电压驻波比应足够低以保证误差可以忽略。
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    为了将由照射场的不均匀性引起的误差减至最小，应该将增益基准天线和被测天线尽可能放得互

相靠近一些。考虑到照射场中残留的不均匀性，应该按4.1进行修正。
    被测夭线的结构可能相当大，因而必须注意保证它的影响不至于明显改变增益基准天线的特性。

    当照射被测天线开口面的入射场与均匀幅度和相位的平面波前差别很大时，为了准确地测定被测

夭线的增益，也需要对每一天线加上一个功率转移修正因子。

    注:被测夭线的物理尺寸和增益一般都比增益基准天线要大.

4.2-2.2 增益测量的准确度

    因为该方法只是将两个天线进行比较，所以所用功率计的绝对准确度通常并不是很重要。

    为了将接收设备与测量中所用的其它有源电子设备(如记录仪)之间的增益差引起的误差减至最

小，测量增益基准天线和被测天线时一般应该使用同一套接收电子设备、记录仪等。同时，必须注意将接

收电子设备、记录仪等的增益漂移以及发射源的输出功率和频率的变化而引起的误差减至最小。

    当接收和记录的信号电平范围比较大时，所用的信号检波器、电子接收设备、记录仪等会引入非线

性误差。为了将非线性误差减至最小，希望用一个已校准的衰减器把通常较大的被测夭线所接收到的信

号电平降低到与较小的增益基准天线所接收到的信号电平相同的电平上。

    在测量过程中，使接收机在整个可能要接收的信号电平范围内保持线性是很重要的。

    引起误差的其它原因如下:

    — 增益基准天线和可变衰减器校准的不准确度;

    — 由于传播效应，包括环境影响而引起的测试场路径损耗的增大或减小;

    — 信噪比不够大;

    — 测量观察误差(例如视差);

    — 地面和/或其它反射;

    — 波导/馈线的电压驻波比。

4.2-2.3 测量方法

    图la和lb示出了通常用于增益比较法测量天线增益的两个类似配置的方框图。

    用终端接有一个同轴/波导转换和一个隔离器的软同轴电缆(图la)，或者用一个波导开关以及两

条经校准的已测出其损耗特性的波导管(图lb)，将射频接收机依次连接到被测天线及增益基准天线

上 。

    在开始测量时，必须将两副天线即增益基准天线和被测天线交替在方位角和俯仰角上稍微调偏一
小部分射束宽度。然后转动天线的方位角和/或俯仰角，通过最大信号强度点，然后又回到这一点，以确

定每一天线在方位角和俯仰角上的最佳指向，使其接收到的功率最大。在测量期间，增益基准天线和被

测天线的方位角和俯仰角都要固定在该位置上。此外，还应检查一下天线极化是否精确调整，必要时，要

进行调整 。

    步骤 1)将接收设备与增益基准天线连接起来，并记录所显示的接收功率尸，。

    步骤2)将接收设备与被测天线连接起来，增加可变衰减器的衰减量，使接收到的功率和上面所显
            示的接收功率为同一量级，并记录接收到的功率P。以及在步骤1)与步骤2)中记录到的可

            变衰减器读数的差值。

    步骤3)重复步骤1)和步骤2)，直至P和尸，测量的可重复性达到可以接受的程度。可重复性差可

            能是由发射源或接收设备或测试场传播路径条件的不稳定引起的。

    然后，可用如下的一般表示式求出被测天线的增益G,
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G. (dB，一10 logo袋·朵+L�+G, ⋯ 。.。⋯ 。.。..⋯ 。⋯ (4-2)

式中:G,— 在增益基准点被测天线相对于各向同性天线的增益;

      G,— 增益基准天线相对于各向同性天线的增益;

      L,q— 步骤2)中的衰减器读数与步骤1)中的衰减器读数之间的差值(通常L.,>0 dB);
  N�N.— 由人射波前的幅度和相位不均匀而引入的修正因子。

      注

        1下标“a”和“r"分别表示与被测天线和增益基准天线有关的因子。

        2为了给出测试场质量的证据，特别是为了给出由地面反射所引起的误差分量，应在增益基准天线的几个高度

          上重复进行测量，如有可能.高度从被测天线的最低点到最高点范围内变化。图 3a给出了这种步骤的一个实

          例。例如，对于好的测试场，用这种方法进行测量所得到的峰一峰变化量应小于。. 4 dB.

        3最常见的是用扫频测量去测量 尸 和尸二与频率的关系。然而，在固定频率测量法的情况下，将尸。调整到与尸

          完全相等要容易一些，这样将使上述方程简化，因而计算G.也比较简单。

4.2.3 增益直接测量法

4.2.3.1 一般考虑

    在增益直接测量法中，根据测得的经校准的发射天线的辐射功率以及在给定的传输链路上被测天

线的接收功率来计算出天线增益。可以将发射和接收的功能进行互换。

    必须用精确的测量仪表如功率计、网络分析仪等来测量发射端和接收端的射频功率电平。

    可以用增益已知的窄射束定向天线作为发射源天线，这样可以几乎完全消除由地面反射产生的干

涉 。

    源天线的增益可以根据使用其它两个天线进行的增益测量来确定，即采用三天线测量法(见图2a)
来确定。采用现在所介绍的方法，测出三种可能的天线组合中每种组合的增益，即G, +G2 , G, +G3和仇

+G3，然后解三个联立方程式，计算出每个天线的增益。也可以使用一个已知增益的基准天线来测量。

4.2.3.2 准确度

    总测量误差由下列各因素确定:

    — 在无线链路或测试场的发射端和接收端的功率计或网络分析仪的准确度;

    — 在无线链路或测试场发射端的定向藕合器的藕合损耗的准确度;

    — 地面反射(见4.2.3.1);

    — 发射天线增益的准确度。

    发射天线和接收天线的主射束对得不准也是一个误差源。

4.2.33 测量方法

    图2b示出了采用功率计来测量的测量设备框图的一个例子。来自扫频发生器的信号通过一个定向

藕合器连接到功率计和发射天线。在接收天线即被测天线上接上第二个功率计。
    接收夭线的增益可由下式求得:

_ ，_. . 尸， _

vkdtS)一A。一10 logo耳一G, ””..’二’..‘·⋯ ⋯(4-3)

P, (W )= 10n="0 X P; ”’二 ’二’·····..⋯ ⋯(4-4)

式中:A.— 自由空间损耗,A.=20 log,o(4 aR/l)其中A为波长，R为发射地点和接收地点间的距离;
      A,— 定向祸合器的藕合损耗;
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      尸。— 发射天线辐射的功率;

      P;— 在发射端用功率计测得的功率;
      尸r— 在接收端用功率计测得的功率;

      G— 发射天线增益((dB),

    以规定的频率间隔测量功率电平P{和P,，例如在规定的频率范围内，以10 MHz或20 MH:的间
隔进行测量，然后根据这些测量结果计算出未知的增益G(dB),

4.2.4 结果表示

    夭线的增益以分贝为单位给出，它是频率的函数。

    必须说明所有工作频率和极化上的增益。

    图3a示出了采用增益基准天线进行扫频测量结果的一个实例。

    图36给出了增益直接测量法的一个实例，它表明来自地面反射的干涉几乎完全被消除了。

4.2.5 需规定的细节

    按照要求，在天线规范中应包括下列各项:

    a)频带范围;

    b)天线极化;

    c)要求的天线增益最小值以及要进行测量的特定频率。

4.3 辐射图

4.3-， 定义

    一个天线的辐射图是指在远场区离天线固定距离处的场强角向分布。它可以用与接收到的信号同

极化的夭线或交叉极化的天线来测量。

4.3.2 测量方法

    可以在被测天线的E面和H面中测量同极化和交叉极化的辐射图。

    只要将天线装在如图4所示的方位角转台上就可以进行所有必要的测量。正如4.1中所定义的那

样，应该将发射源天线安装在适当的测试场对端的一个相应的支架上。
    如果不能将源天线定位在与被测天线相同的高度上，则应该将转台的方位轴倾斜一点，使得该轴与

源天线中心至被测天线开口面中心的连线相垂直。

    被测天线应该按如下方式固定，即应使要测量的平面与转台的方位轴相垂直。将所要频率的射频信

号送到源夭线，并将被测天线与适当的电子接收设备和记录设备连接起来。

4.3-2.1 同极化辐射图的测量

    为了得到轴向同极化基准信号电平，两个天线应该为同一极化，并且在开始时指向最大增益方向。

然后，将被测天线在规定的角度范围内围绕天线转台的方位轴连续地或步进地旋转，并且记录接收到的

功率与旋转角的函数关系。

    然后，将被测天线按如下方式重新安装在转台上，即应使新的要测量的平面再次与转台的方位轴相

垂直。将整个源天线旋转900，或者只将天线馈源旋转900(如果可行的话)，重复进行测量。在源天线为

双极化天线的情况下，可以将发射功率接到另一个端口，而不必旋转天线或其馈源。

    用这种方法，只要在方位角方向上旋转天线，就可测量E面和H面(或垂直面和水平面，与方向有

关)的辐射图。

4.3-2.2 交叉极化辐射图的测量

    为了测量交叉极化辐射图，开始时两个天线都应重新对准最大同极化信号电平方向。
    然后，应该将被测天线和源天线置为交叉极化，方法是将整个源天线或者只将天线馈源(如果可行

的话)围绕其轴准确地旋转 900,然后进行极化微调，使接收到的信号最小。在源天线为双极化天线的情

况下，可以将发射功率接到另一个端口，而不必旋转整个源天线或其馈源。然后重复上述辐射图的测量

步骤 。
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    交叉辐射图的电平应该以上述的初始轴向优化步骤所得到的同极化辐射图的峰值为参考。

    通常至少要测量三个辐射图，即在保持同一微调极化位置的前提下，在被测天线相关频带的低端、

中间和高端频率点进行测量。

4.3.3 结果表示

    测量结果最好应该用图形方式表示，例如，用图形记录仪的拷贝、绘图仪的输出等来表示。

    有时根据几个辐射图画出一个天线辐射图的包络，如图5所示，供系统工程设计用。对于对称型夭
线，可以用00̂-1800内的辐射图包络表示整个辐射图。

    对于不对称型天线，应该表示出从1800到一1800穿过 00轴向的辐射图包络。

    通常将辐射图的最大值点用一个包络互相连接起来。如果有些峰值没有考虑进去，则必须对得到包

络的方法作出说明。

4.3.4 需规定的细节

    按照要求，在天线规范中应包括下列各项:
    a)工作频率;
    b)要测量的极化面和角度范围;

    c)天线极化;

    d)允许的半功率束宽的范围;
    e)所要求的旁瓣衰减的最小值。

4.4 交叉极化鉴别率(XPD)

4.4.1 定义和一般考虑

    交叉极化鉴别率是指在同极化射束方向性图的峰值上的信号电平与给定方向上交叉极化信号电平

的比值。一般，交叉极化鉴别率与以同极化轴向为中心的一个较小的规定角度范围内的交叉极化信号的

最高电平有关。

4.4.2 测量方法(单极化天线)

    两个天线应该为同一极化，并且定位于最大增益的位置上。

    然后，将整个源天线或者只将天线馈源围绕该天线的轴向旋转900(如果可行的话)。在源天线为双

极化天线的情况下，可以将发射功率连接到另一个端口，而不必旋转天线或其馈源。

    然后微调旋转角，以使在被测天线输出口接收到的功率减到最小值。

    再将被测天线在规定的角度范围内在方位角平面上旋转，以找出该特定平面上交叉极化信号的最

大值。对其它所关心的极化面重复上述测量步骤，直到找出总的交叉极化信号的最大值。

    源天线的交叉极化鉴别率应该大于被测夭线的交叉极化鉴别率。

    应该将极化位置固定在三个频率上来测量交叉极化方向性图。

4.4.3 测量方法(双极化天线，含极化滤波器)

    对两个极化重复上述的测量步骤。然而，对于一给定的被测夭线，上一条文所述的对围绕轴向的旋

转角的微调只允许进行一次。

4.4.4 结果表示

    交叉极化鉴别率应该以分贝数来给出。

4.4.5 需规定的细节

    按照要求，在天线规范中应包括下列各项:

    a)在主平面以外的有关平面中的测量;

    b)要进行测量的角度范围;

    c)工作频率;

    d)要求的交叉极化鉴别率的最小值;
    e)围绕轴向的旋转角的微调所采用的规范(见4.4.3)0
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4.5 回波损耗

4.5.， 测量方法

    应该调整天线，使之向自由空间或仿真的自由空间辐射。如果有天线罩的话，应安装好天线罩。适

用的测量方法在YD/T 828.12中给出，最好用扫频法测量天线的回波损耗。

4-5.2 结果表示

    测量结果可以表示为在一个规定频带内最坏情况下的数值。

    或者也可以提供记录下的图形的拷贝。应该说明所采用的测量方法以及可能的误差。

    有关参数“反射系数”和“电压驻波比”也可用来描述夭线的匹配。

4.5.3 需规定的细节

    按照要求，在天线规范中应包括下列各项:

    a)天线输入接口;

    b)工作频率;

    c)要求的回波损耗最小值。

4.6 多端口天线的隔离度

4.6.1 定义和一般考虑

    隔离度是指加到多端口天线的一个端口上的功率电平与同一天线的另一端口上接收到的功率电平

之比，单位为dB，它是频率的函数。

    如果一个夭线的所有端口对于发射和接收都是互易的，则该天线的任何一个端口都可以作为输人

口或输出口。如果不存在互易性，则可以按照夭线规范来选定输入口和输出口。

4-6.2 测量方法

    应该使多端口天线向自由空间或仿真的自由空间辐射。将射频功率馈送到一个端口。然后测出在

其它端口上所接收到的功率，此时所有不用的端口都终接匹配负荷。两个功率电平的比值即为隔离度。

    通常用定向祸合器和功率计或网络分析仪测量输入和输出功率。隔离度最好用扫频法来测量。

4.6.3 结果表示

    最好应该提供所记录下的图形的拷贝，包括示波器显示图的照片(如果使用示波器的话)。或者可以

用规定频带内最坏情况下的数值((dB)来表示其测量结果。应该说明所采用的测量方法以及可能的误

差。

    将输入口和输出口交换，如果测出的两个比值不一致，则应该将最差的数值作为隔离度的测量结

果。

4.6.4 需规定的细节

    按照要求，在天线规范中应包括下列各项:

    a)要测量其间隔离度的各端口，即所关心的极化和频带;

    b)需要的最小隔离度。



YU/T 828-22一 1996

同轴/波导转换

被侧天线

发射天线

增益基准天线

    用同轴电缆的测 量框图

天线

增益基准天线

图 1

        b 用波导的测量框图

用与增益基准天线比较的方法测量夭线增益

J·冲
)一

注:G�G,G 依次互换。

  三天线法测量框图

        b 增益测量框图

图2 用直接法测量天线增益
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被侧天线

  在增益羞准天线不同

高度下的几个侧t结果
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        b 直接法

表述天线增益测量结 果的实例
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天线轴

图4 辐射图测量框图的例子
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偏离轴的角度

            J=3 800 MHz时的辐射图

一 .(=4 000 MHz时的辐射图

-一一一--一 t=4 200 MH:时的辐射图

_ _ 一 一辐射图包络

图5 辐射图及其包络的例子
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  附 录 A

(提示的附录)

  参考文献
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